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Mikroskop ZEISS Axiovert
Twoj mikroskop odwrécony do prac w laboratorium
materiatowym i inteligentnej dokumentagji
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Twoj mikroskop do prac w laboratorium
materiatlowym i inteligentnej dokumentacji

Jesli szukasz kompaktowego mikroskopu, ktory bez trudu tworzy wysokiej jakosci obrazy nawet duzych i ciezkich probek,
oto on — ZEISS Axiovert.

Korzystanie z tego mikroskopu odwrdconego do rutynowych i badawczych zadan w laboratorium materiatowym to czysta
przyjemnosc¢. Dzieki ergonomicznej konstrukcji i inteligentnej technologii system sam dba o dobor optymalnych ustawien,
ktére pozwolg uzyskac jednolicie oswietlony i ostry obraz. Aby jeszcze bardziej zwiekszy¢ produktywnos¢, mozna wybrac

dodatkowe funkcje automatyzacji, takie jak zautomatyzowane ustawienie ostrosci w osi Z i zmotoryzowany stolik.

Z Axiovert 5 do wyswietlania i dokumentowania obrazéw nie potrzeba nawet komputera — wystarczy podtgczy¢ monitor
i zapisywac pliki bezposrednio na urzadzeniu USB.

Wybierz system odpowiedni do swoich potrzeb: manualny Axiovert 5 z inteligentng mikroskopia, ktory zapewnia szybkie
i niezawodne wyniki, albo zautomatyzowany Axiovert 7 spetniajacy wyzsze wymagania, jesli chodzi o automatyzacje
procesow pracy.




W skrocie

Zalety

Zastosowania

System

Technologia i szczegoty

Serwis

Prostszy. Madrzejszy. Bardziej zintegrowany.

Odkryj inteligentny mikroskop.

Ustaw ostros¢. Nacisnij przycisk. Gotowe.
Axiovert to inteligentny mikroskop, ktéry zapewnia
doskonate wyniki przy krotkim czasie wykonywania
zdjecia. Wystarczy ustawi¢ ostros¢ i nacisng¢ jeden
przycisk, aby zapisa¢ wysokiej jakosci obraz probki

materiatu.

Probki mozna zmieniac bez koniecznosci ponow-
nego ustawiania ostrosci, dzieki czemu praca jest
tatwiejsza i szybsza. Wystarczy umiescic¢ probke na
stoliku, raz ustawic ostros¢ i zachowac ja dla kolej-
nych probek, nawet przy zmianie powiekszenia.

Wydajny system do dokumentacji cyfrowej.
Spetni wszystkie Twoje potrzeby.

Z mikroskopem Axiovert rutynowe zadania staja

sie fatwiejsze i wygodniejsze. Dzieki szerokiej gamie
klasycznych i zaawansowanych metod kontrasto-
wania mozna niezawodnie bada¢ nawet duze i
ciezkie prébki.

Dodatkowa automatyzacja pozwala zwiekszy¢
wydajnos$¢, a opcjonalne akcesoria i oprogramo-
wanie umozliwiajg spetnienie réwniez przysztych

wymagan.

Ergonomiczna koncepcja obstugi.
Wygodna praca przez caly dzien.

Axiovert zostat zaprojektowany tak, aby codzienne
czynnosci byty jak najbardziej wygodne i bezpieczne.
Elementy takie jak naped ogniskowania, naped
stolika, menedzer swiatfa i rejestrowanie obrazu,

sg ergonomicznie rozmieszczone na mikroskopie,
dzieki czemu mozna je obstugiwac wydajnie, bez

obcigzania rak.

Nowy menedzer Swiatta zapewnia jednolitg
jasnos¢ przy wszystkich powiekszeniach, eliminujac
reczna regulacje natezenia Swiatta przy zmianie

obiektywdw.

System dokonuje optymalnych ustawien akwizycji
obrazu tak, aby uzytkownik mogt skupic sie na
wynikach badan.

Statyw odwrdcony z 6-krotnym rewolwerem filtrow i rewolwerem
6-gniazdowym zapewnia elastycznos¢

Inteligentny system dokumentacji. Wystarczy podtqczy¢ Axiovert 5
do monitora

Wszystkie istotne elementy sterujqce dostepne jedng rekq



Rozszerz swoje mozliwosci

W skrécie Inteligentna mikroskopia.

Dzieki inteligentnej mikroskopii mozesz zawsze skoncentrowac sie na swojej probce. Ustawienia kamery,

Zalety takie jak balans bieli, czas ekspozycji oraz funkcje wyostrzania obrazu, sa wykonywane automatycznie. Bez

koniecznosci stosowania dodatkowego oprogramowania do przetwarzania obrazu lub nawet komputera

mozesz:

System
""" m Bezposrednio wykonywac zdjecia i nagrywac filmy wideo
m Uzywac myszki (i opcjonalnie klawiatury) do sterowania kamerg za pomoca ekranu (OSD)

Serwis m Zapisywac ustawienia

""" m Przechowywac obrazy z wszystkimi metadanymi mikroskopu i kamery oraz informacjami o skalowaniu

Mikroskop ZEISS Axiovert 5 jest dostarczany wraz ze Smart
Control Box (SCB), ktdry zawiera wszystkie interfejsy bezposrednio
m Przegladac i wyswietla¢ zrobione zdjecia za pomocg przegladarki plikow na statywie, umozliwiajqc korzystanie z mikroskopu bez
komputera

m Wstepne definiowac nazwy lub zmieniaé nazwy obrazow

m Podfgczy¢ urzadzenie do Wi-Fi lub sieci niezaleznie od uzywanej kamery ZEISS Axiocam
m Od razu zapisywac swoje dane na urzadzeniu USB

Rutynowy proces pracy

Ustawienie
parametrow
obrazowania

Znalezienie
interesujacego
nas obszaru

Uzyskanie
obrazu

Badanie
probki

Wybudzenie
komputera

Zapisanie
pliku obrazu

Inteligentna funkcjonalnos¢ dokumentacji cyfrowej do zastosowan rutynowych.

Zwiekszenie wydajnosci:
Oczy i rece pozostaja na mikroskopie.

Znalezienie
interesujacego
nas obszaru

Nacisniecie
spustu migawki

EGENIE

probki
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Rozszerz swoje mozliwosci

ZEISS Axiovert 5 mozna dostosowac do warunkow i zadan danego laboratorium.

Jesli miejsce w laboratorium jest ograniczone, mozna uzywac samego mikroskopu Axiovert 5 bez komputera i sterowa¢ nim za pomoca menu OSD. Do codziennych

badan dostepna jest nasza bezptatna aplikacja ZEISS Labscope. Wystarczy pobrac jg na tablet lub komputer z systemem Windows, aby dokonywac akwizycji obrazu.

Do bardziej zaawansowanych badan zalecane jest oprogramowanie do obrazowania ZEISS ZEN core.

Obrazowanie i dokumentacja

bez uzycia komputera

29

By

ZEISS Labscope do

rutynowego obrazowania

ZEISS ZEN core do

zaawansowanych zastosowan

2%

A

Axiovert 5 dziafa niezaleznie od systemu
komputerowego.

29

By

Obstuga Axiovert 5 z oprogramowaniem do obra-
zowania Labscope jest idealna do standardowego
obrazowania

Do zaawansowanego obrazowania i analiz za
pomoca mikroskopu Axiovert 5 i Axiovert 7 mozna
uzy¢ pakietu oprogramowania do obrazowania
ZEISS ZEN
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Rozszerz swoje mozliwosci

Dzieki automatyzacji przyspieszysz charakteryzacje materiatow
Dzieki Axiovert 7 skorzystasz z wyzszej wydajnosci, powtarzalnych proceséw opartych na predefiniowanych
parametrach i lepszej porownywalnosci wynikow dzieki zautomatyzowanej osi Z i zmotoryzowanemu stolikowi.

ZEISS Axiovert 7 z uchwytem do zamocowania 6 probek

Twoje korzysci

Funkcja Autofocus — automatyczne okreslanie
potozenia ogniskowej

Funkcja Parfocality — ostros¢ pozostaje zacho-
wana przy zmianie obiektywu

Rozszerzona gtebia ostrosci — automatyczne
pozyskiwanie wielu obrazéw przy roznych
ustawieniach ostrosci (0$ Z) i fgczenie ich w celu
utworzenia obrazu o poprawionej gtebi ostrosci
Zdjecia panoramiczne — tworzenie ztozonych
obrazéw wigkszych obszarow probek za pomoca
zaledwie kilku klikniec

Kafelki i pozycje — rejestrowanie doktadnych
obrazéw z wielu ptaszczyzn widzenia w wysokie]
rozdzielczosci poprzez automatyczne skanowa-
nie wstepnie zdefiniowanych obszarow
Wspomagana akwizycja — wykonywanie
0golnego skanu, automatyczne wykrywanie
obszarow zainteresowania (ROI), uruchamianie
szczegotowego skanowania tych obszarow
Mikroskopia korelacyjna — badanie probek

za pomoca roznych mikroskopow swietlnych

i elektronowych. Automatyczna zmiana poto-
zenia obszardw zainteresowania za pomocg
ZEN Connect

Wspomagana akwizycja — automatyczne definiowanie obszarow
do szczegotowego skanowania z obrazu ogdlnego


https://zeiss.wistia.com/medias/j03h1p1ixx#
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Rozszerz swoje mozliwosci

Pelne zaufanie do Twoich danych
Kodowane elementy mikroskopu Axiovert nie tylko utatwiaja prace, ale takze zapewniaja wykluczenie w duzej mierze bteddw w obstudze i zwigzanego z tym zafatszowania
wynikéw badan. Axiovert zapewnia niezawodne i powtarzalne wyniki.

Powtarzalne wyniki

Kodowane elementy mikroskopu Axiovert wykrywaja zmiany w obiektywach lub technikach kontrastowania, a nastepnie automatycznie dostosowujg parametry —
takie jak natezenie Swiatfa i skalowanie. Pozwala to na szybsze i fatwiejsze wykonywanie wieloetapowych, rutynowych proceséw pracy. Korzystajac z parametrow
procesu przechowywanych przez Ciebie lub innych uzytkownikow, kazdy moze odtworzy¢ doktadny proces pracy w dowolnym momencie i osiagnac poréwnywalne
wyniki, niezaleznie od przyzwyczajen lub preferencji poszczegdlnych uzytkownikéw.

10x (jasne pole) 50x (jasne pole) 50x (ciemne pole)
T e :v. , - *W i . - . >

Automatyczna regulacja natezenia swiatta po zmianie obiektywu Automatyczna requlacja natezenia Swiatta po zmianie obiektywu
(na gérze po prawej) i techniki kontrastowania (na gorze po prawej)
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ZEISS Axiovert w pracy: metody kontrastowania

Metody kontrastowania takie jak jasne pole

w Swietle odbitym mozna uzy¢ do analizy mikro-
struktur wytrawionych powierzchni. Rozpoznajac
granice ziaren, mozna wyciggna¢ wnioski co do
wielkosci ziaren, faz i sktadnikdw strukturalnych.
Mozna tez zobaczy¢ kolory i pigmenty oraz wykry¢
przed wytrawieniem zanieczyszczenia i sktadniki

strukturalne, takie jak grafit w zeliwie.

Stop aluminium, 100x, jasne pole
Kontrast polaryzacyjny stosuje sie do analizy
struktury materiatéw anizotropowych, takich jak
magnez, aluminium, braz i mosiadz. W $wietle

spolaryzowanym uwidacznia sie charakterystyczny
kolor poszczegolnych ziaren sieci krystalicznej.

Czysty magnez, 100x, polaryzacja. Zdjecie dzieki uprzejmosci:
Allied High Tech Products Inc.

W ciemnym polu w Swietle odbitym widoczne sa

mechaniczne wady powierzchni, takie jak peknie-
cia, pory, wtracenia, szczeliny, zadrapania i ubytki.
Mozna doktadnie ocenic¢ jako$¢ powierzchni obra-
bianych elementow, a takze fatwo okresli¢ granice

ziaren na wytrawionych nacieciach.

A/pha—Be Ti, 500><,c1€mne p/eA ch/e dzie uprzejmosci:
Allied High Tech Products Inc.

Kontrast rézniczkowo-interferencyjny (DIC) umoz-
liwia wykrywanie z wyjatkowa czutoscig drobnych
strukturalnych réznic wysokosci. Roznice wyso-
kosci, czy to naturalne, czy artefakty powstate

w wyniku przygotowania, sa przedstawiane jako
trojwymiarowe struktury przypominajace relief.

Odlew aluminiowy, 500x, C-DIC Zdjecie dzieki uprzejmosci:
Allied High Tech Products Inc.
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ZEISS Axiovert w pracy: materiatografia

Spoina spawana. Jasne pole, EC Epiplan 5x/0,13

50 um

Zeliwo, kotowy kontrast rézniczkowo-interferencyjny (C-DIC),
EC Epiplan 20x/0,4

Pekniecie stali C60 spowodowane twardosciq, jasne pole,
EC Epiplan 20x/0,4

Zeliwo, kontrast ciemnego pola (DF), EC Epiplan 20x/0,4

Typowe zadania i zastosowania

Okreslanie rozmiarow ziaren, struktury,
rozktadu i faz

Szybkie przeprowadzanie analiz

Badanie sposobdw zniszczenia materiatu:

zmeczenia, korozji, odksztatcenia, pekniec
naprezeniowych lub ztaman

Twoje korzysci z zastosowania

mikroskopu ZEISS Axiovert

Wyrazna wizualizacja wszystkich cech probki —
Axiovert pomaga w badaniu za pomocg wszystkich
podstawowych metod kontrastowania, miedzy
innymi ciemnego pola i kontrastu rézniczkowo-
interferencyjnego (DIC)

Szybka i tatwa praca — koncepcja inteligentnej
mikroskopii zapewnia prosta obstuge i szybka
akwizycje obrazow

Probki mozna zobaczy¢ takimi, jakie sa
naprawde — i udokumentowac tak, jak

widac je w okularze

Powtarzalne wyniki — kodowane elementy
gwarantuja zawsze wilasciwe natezenie

$wiatfa i skalowanie
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ZEISS Axiovert w pracy: materialoznawstwo

50 pm

Bateria litowo-jonowa. Jasne pole, EC Epiplan 20x/0,4

Anodowane aluminium, kontrast polaryzacji,
EC Epiplan-Neofluar 5x/0,13

Polimer wzmocniony wtéknem weglowym, EC Epiplan 20x/0,4

Typowe zadania i zastosowania

m Analiza struktury (np. faz, rozmiarow ziaren,
tekstury, osadow) oraz wad strukturalnych
(np. wtracen, porowatosci, ubytkow, pekniec)

m Pomiar grubosci warstw i wtasciwosci
geometrycznych

m Analiza probek anizotropowych w kontrascie
polaryzacyjnym (np. rozmiarow ziaren stopow
aluminium metoda wytrawiania Barkera, stopdw
cynku, grafitu, stopow tytanu, materiatow
magnetycznych)

Twoje korzysci z zastosowania

mikroskopu ZEISS Axiovert

m Wyrazna wizualizacja wszystkich cech probki —
Axiovert pomaga w badaniu za pomoca wszystkich
podstawowych metod kontrastowania, miedzy
innymi ciemnego pola i kontrastu rézniczkowo-
interferencyjnego (DIC)

m Poprawa statystyk dzieki skanowaniu duzego
obszaru prébki przy uzyciu zautomatyzowanego
stolika XY

m Bardziej miarodajne wyniki na podstawie
obrazéw dzieki oprogramowaniu do analizy
mikroskopowej ZEN core

m Powtarzalne wyniki — kodowane elementy
gwarantuja zawsze wilasciwe natezenie
Swiatta i skalowanie
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ZEISS Axiovert w pracy: metalografia

Layer Thickness Mea:

Analiza Zeliwa — etap segmentacji obrazu

B G =

5w
— e

Multiphase Analysis - Results e o=

Analiza wielofazowa — widok wyniku wraz z rozmieszczeniem
réznych faz

Planimetryczna analiza wielkosci ziarna — widok wyniku

Typowe zadania i zastosowania

Obrazowanie i analiza mikrostruktury
materiatdw metalowych

llosciowa analiza mikrostruktury

Ocena zgodnie z miedzynarodowymi normami
Analiza wielkosci ziarna

Analiza wielofazowa

Uzyskaj nastepujace korzysci,

uzywajac mikroskopu ZEISS Axiovert

Pokazanie informacji o mikrostrukturach

za pomoca roznych metod kontrastowania
Kontrast jasnego pola pozwala uzyskac infor-
macje o ogolnej liczbie, rozmiarze i ksztatcie
elementow w materiale

Lepsza widocznosc¢ granic ziaren i krawedzi cza-
stek dzieki kontrastowi ciemnego pola pozwala
uzyskac ostrzejszy obraz i wyrazniejsza definicje
interfejsow

Dzieki kotowemu kontrastowi rézniczkowo-
interferencyjnemu (C-DIC) powierzchnia probki
widoczna jest jako obraz tréjwymiarowy, ktory
pozwala tatwo wykry¢ slady polerowania
tatwa akwizycja duzych obszaréw przy uzyciu
zautomatyzowanego stolika

Kodowane komponenty gwarantuja zawsze
wiasciwe natezenie swiatta i skalowanie,
zapewniajac odtwarzalne wyniki



ZEISS Axiovert w pracy: wtracenia niemetaliczne

. Analiza wtracen niemetalicznych
W skrocie
Typ i ilos¢ wtracen niemetalicznych (NMI)
Zalety w istotny sposob wptywaja na wiasciwosci
. mechaniczne i fizyczne stali.
Zastosowania

System Analiza metalograficzna NMI podlega normom

[

przemystowym, ktére zostaty ujete w modutowym
Technologia i szczegoty : I '
oprogramowaniu ZEN core z mozliwoscig konfigu-
Serwis racji. Dzieki temu uzytkownik jest szybko i w prosty

sposéb prowadzony przez proces pracy, generowa-

Axiocam 305 color

nie raportu i galerie wtracen.

Axiovert 7 w potaczeniu z modutem ZEN firmy ZEISS
do analizy wtracen niemetalicznych potwierdza,
ze procesy produkcyjne, poziom i jako$¢ produktu
spetniajg surowe wymogi w zakresie wykrywania
zanieczyszczen lub wad, ktére mogtyby spowodo-
wac uszkodzenie komponentu lub wptyng¢ na jego

wytrzymatos¢ na rozcigganie, twardos¢ i zuzycie.

Zaawansowana inspekcja i zautomatyzowane Axiovert 7 ze zautomatyzowanym ustawianiem ostrosci w osi Z i zautomatyzowanym stolikiem XY do analizy NMI
wykrywanie osi znieksztatcen sprawiaja, ze analiza Obstugiwane normy

jest prosta, intuicyjna i powtarzalna. Dzieki dodat- m ASTM E45

kowej funkcji GxP uzytkownicy ZEN core moga m |SO 4967

oferowad swoim klientom petna powtarzalnosc m ]IS GO555

i integralnos¢ danych w analizach NMI. Daje to m GB/T 10561

mozliwos¢ kontroli w ramach certyfikacji jakosci, m EN 10247

o jest szczegolnie przydatne dla klientow m SEP 1571

w branzach podlegajacych regulacjom. = DIN 50602

Typowe probki do analizy NMI
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Elastyczny wybor komponentow

Systemy ZEISS Axiovert do zastosowan materialowych

Systemy Axiovert oferuja warianty urzadzen do rutynowych zadan i zaawansowanych zastosowan badawczych. Kazda konfiguracja zostata zoptymalizowana

pod katem specyficznych zastosowan i udostepnia wszystkie istotne techniki kontrastowania, aby spetni¢ potrzeby uzytkownika.

ZEISS Axiovert 5

Manualny mikroskop z kodowanymi komponentami
zapewnia powtarzalne i wiarygodne wyniki analizy
probek uzyskane za pomoca $wiatfa odbitego,

np. zgtaddw metalograficznych i duzych probek.

29

e

Aiovert

ZEISS Axiovert 5 RL SCB
Do swiatta odbitego

ZEISS Axiovert 5 do swiata odbitego

i przechodzacego

Mikroskop Axiovert mozna uzupetni¢ o dodatkowa
funkcje kontrastowania w swietle przechodzacym.
Pozwala to poszerzy¢ zakres zastosowan o badania
probek przezroczystych lub cienkich prébek.

ZEISS Axiovert 7

Mikroskop zautomatyzowany z kodowanymi
komponentami do zastosowan wymagajacych
zautomatyzowanych proceséw pracy i zaawan-
sowanych zadan obrazowania.

ZEISS Axiovert 5 RL TL SCB
Do swiatta odbitego i przechodzqcego

ZEISS Axiovert 7 RL



W skrocie

Zalety

Zastosowania

System

Technologia i szczegoty

Serwis

Elastyczny wybor komponentow

1 Mikroskop
m Axiovert 5
m Axiovert 7

2 Zalecane klasy obiektywow
m EC-Epiplan
m EC-Epiplan-Neofluar

3 Zalecane kamery
m Axiocam 105
m Axiocam 208
Axiocam 305
Axiocam 705
Axiocam 712

4 Stoliki
m Stolik mechaniczny

Stolik obrotowy

Stolik skaningowy

Tryby pracy

m Praca niezalezna (bez komputera)
z wyswietlaczem OSD

m 7 uzyciem Labscope

m 7 uzyciem ZEN core na komputerze




W skrocie

Zalety

Zastosowania

System

Technologia i szczegoty

Serwis

Przeglad systemu

Camera adapter 60N-C 2/3" 0.5x

426112-0000-000

Camera adapter 60N-C 2/3" 0.63x

(for Axiocam 202 mono and Axiocam 305)
426113-0000-000

Camera Adapter 60N-C 2/3" 0.63x; rotating +/- 2°
426113-9010-000

Auxiliary
microscope, d=30
444830-9902-000

(for Axiocam 105 color R2, Axiocam 208 color and Axiocam 305)

i

Camera adapter 60N-C 1" 1.0x
426114-0000-000 I

or. Adapter 60N - T2 1.0x
426103-0000-000

Axiocam 305 color R2
426560-9031-000

Axiocam 105 color R2
426570-9010-000

(further cameras by choice)

Axiocam 208 color
426570-9001-000

Axiocam 305 mono R2

fvyifx';f::kules in combination with: Axiocam 202 mono

Camera Adapter T2-C 1" 1.0x; 426570-9011-000 426560-9041-000
(by choice) 4

adjustable

426105-0000-000

or: Camera Adapter T2-C 1" 1.0x |

426104-0000-000
Eyepieces
(by choice)

Binocular tube 45°/23
425523-9000-000

|

e e e

left port 45°/23 (50:50)
‘ 425523-9020-000

Binocular phototube, Binocular ergotube 30-60°/23
45°/23 (50:50) 425523-9040-000
425523-9030-000 ‘

Il

|

O 2
Slider with mirror 100 %
425146-9051-000
Slider with /\
beam splitter 50 %
425146-9061-000 Intermediate phototube
H =50 mm, left port

Slider with 425146-9031-000

beam splitter 20/80 %
425146-9070-000 |

Note:
Ergo intermediate pieces
and Intermediate phototube
can be combined up to a
maximum of 100 mm

&

Ergo intermediate piece
H=25mm
425146-9020-000

|

Ergo intermediate piece
H =50 mm
425146-9040-000

Smart control box (SCB)

For stand-alone operation (without PC)
of microscope stand functions

with ZEISS Axiocam (202, 208, 305)
via On Screen Display

For usage with On Screen Display (OSD) is required:

~ Cable, High-Speed-HDMI-Cable, Premium, black, 2m

— Keyboard, USB, Design “Business Slim’, Language English US
~ Keyboard, USB, Design “Business Slim”, Language German

— Mouse, Optical USB-Scroll Mouse

~ Wi-Fi adapter package (by choice)

~ TFT Monitor (by choice)

(USB 3.0 flash drive , Type -A cable and a camera cable is included)
Only for stands

Microscope stand Axiovert 5 RL SCB

431030-9070-000

Microscope stand Axiovert 5 RL TL SCB
431030-9170-000

Objectives
(by choice)

Fine drive knob
with scala, changeable
430051-9000-000

Microscope stand Axiovert 5 RL SCB
431030-9070-000

Microscope stand Axiovert 7 RL
431030-9080-000

Dust protection set
434308-9010-000
(included with the stand)

Light filters d=32 mm
(by choice)

LD condenser 0.4
for slider
424228-9020-000
(further condenser
by choice)

Microscope stand Axiovert 5 RL TL SCB
431030-9170-000

Microscope stand Axiovert 7 RL TL
431030-9180-000

Compensator pol Lambda sub. +/-10°
453706-0000-000

Compensator Lambda
453707-0000-000

&,

Analyzer slider A
12x35 mm, 90° rotatable
453667-9901-000

For reflected light:

Reflector module bright field ACR P&C
424928-9901-000
Reflector module dark field ACR P&C
424922-9901-000
Reflector module DIC/Pol ACR P&C
424939-9000-000
Reflector module DIC/Pol red | Lambda ACR P&C
424938-0000-000
Reflector module C-DIC/TIC ACR P&C
424941-9000-000
Reflector module with analyzer ACR P&C
424941-9050-000

Reflector module Polarizer ACR P&C
424923-9901-000

Illuminator TL LED 10 W
(included with the stand)
423004-9040-000

[

HBO 50 illuminator
with collector
423003-9000-000
Burner Mercury - HBO 50 AC L1
381619-0000-000

Power supply unit for HBO 50
432607-0000-000

HAL 100 illuminator
423000-9901-000

Bulb 12V 100 W Halogen
380059-1660-000

Power supply external
for HAL 100 and LED lamps
432610-9060-000
when required
Extension cable 2m for
illuminators HAL 100/LED

The follwing external light sources

can be used with Axiovert

457411-9051-000
Extension cable 6 m for
illuminators HAL 100/LED
457411-9070-000

Hlluminator RL LED 10 W
(included with the stand)
423004-9030-000

lllumination adapter A,
achromatic
423655-9050-000

Filter slider A 14x40 mm, 3 positions
for filter diameter 25 mm
423730-9080-000

Filter slider A 14x40 mm, 2 positions
for filter diameter 25 mm
428307-9000-000

Stop slider A 14x40 mm
with aperture diaphragm
423655-9020-000
Polarizer slider A

6x30 mm, 90° rotatable
427710-9000-000

Stop slider A 14x40 mm

with aperture/luminous field diaphragm
423730-9151-000

C-DIC slider 6x20 for EC EPN 5x-20x/

LD EC EPN 20x-50x/EC EP 5x-100x
000000-1105-192

C-DIC slider 6x20 for EC EPN 50x-100x/LD EC EPN 100x
000000-1105-193

TIC slider 6x20

000000-1105-190

(usable with: Reflector module C-DIC/TIC ACR P&C; 424941-9000-000)

g oic siider

(by choice)

Light filters
d=25 mm
(by choice)
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Przeglad

systemu

Mounting frame
for steel specimen
432322-9000-000

e —

Trackball XY; CAN
432903-9000-000

<&

Joystick XY; CAN
432903-9011-000

Electronic
Coaxial Drive; CAN
432904-9901-000

)

Stage insert, metal;
D=72 mm, d=10 mm
451326-9901-000

Stage insert, metal;

D=72 mm, d=20 mm
451327-9901-000 451328-9000-000

| |

Stage insert, metal;
D=72 mm, d=23 mm

<)

Stage insert, metal;
D=72 mm Drop Shape
451328-9010-000

Mounting frame K; low profile,
for reflected light, d=72 mm
432334-9001-000

Scanning stage
130x85 mot P; CAN
432031-9902-000

@

Glass insert 115 mm,
d=10 mm
451228-4001-000
Glass insert 115 mm,
d=27 mm
451228-4002-000
Glass insert 115 mm,
d=50 mm
451228-4006-000

Stage insert, metal;
D=115 mm, d=10 mm
432328-9020-000
Stage insert, metal;
D=115 mm, d=20 mm
432328-9040-000
Stage insert, metal;
D=115 mm, d=25.4 mm
432328-9050-000
Stage insert, metal;
D=115 mm, d=30 mm

Mechanical stage
40x40 R/L, reflected light
432043-9010-000
(receptacle for

stage inserts D=115 mm)

Converter

CAN - USB Rev.2
(without fig.)
432909-9901-000

432328-9060-000

Gliding stage Z
with stage inserts d=24 and d=48
471722-9902-000




Specyfikacja techniczna
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Masa i wymiary ZEISS Axiovert 5 RL SCB ZEISS Axiovert 5 RL TL SCB ZEISS Axiovert 7 RL ZEISS Axiovert 7 RL TL
Wymiary 587 x 306 x 383 (dt. x szer. x wys. w mm) 587 x 294 x 505 (dt. x szer. x wys. w mm) 587 x 306 x 383 (dt. x szer. x wys. w mm) 587 x 294 x 505 (dt. x szer. x wys. w mm)

Masa 10,5 kg 13 kg 10,7 kg 13 kg
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Specyfikacja techniczna

Klimatyzacja i jakos$¢

ZEISS Axiovert 5 RL SCB ZEISS Axiovert 5 RL TL SCB ZEISS Axiovert 7 RL

ZEISS Axiovert 7 RL TL

Zakres temperatur pracy ze wskazana wydajnoscia (24 h na dobe,
niezaleznie od tego, czy mikroskop pracuje, czy jest wytaczony)
Wilgotnos¢ wzgledna

Cisnienie atmosferyczne / wysokos¢

Stopien zanieczyszczenia

Podtaczenie sieci

5-40°C

< 80% przy 40°C
800 do 1060 hPa /< 2000 m n.p.m.
2

Nominalne napiecie AC
Nominalna czestotliwos¢:

Maks. natezenie pradu

Wartosci dla statywu mikroskopu
Stopien ochrony

Kategoria przecigzenia

Funkcje systemu

L/N/PE 100 do 240 VAC + 10%
50/60 Hz
1,4A
24VDC, 5 A
IP20 (IEC 60529)
Il

System optyczny
Rewolwer obiektywowy
Rewolwer filtrow

Ostros¢

Swiatto odbite (w zestawie)

Metody kontrastowania (Swiatto odbite / Swiatto przechodzace)

Infinte, ICS
6x rewolwer obiektywowy, kodowany
6x rewolwer filtréw, kodowany

manualna ostro$¢ zgrubna / doktadna;
zakres ostrosci 13 mm z regulowanym ogranicznikiem

Biafa dioda LED 10 W: $rednia zywotnos¢ >60 000 godz.

elektryczny naped regulacji ostrosci (rozdzielczos¢ 78 nm)
zakres ostrosci 13 mm z regulowanym ogranicznikiem

Jasne pole

Ciemne pole

Polaryzacja

Kontrast rézniczkowo-interferencyjny (DIC)

Kotowy kontrast rézniczkowo-interferencyjny (C-DIC)
Kontrast rézniczkowo-interferencyjny (TIC)

Przycisk migawki na statywie

Menedzer oswietlenia

®/0 o/0 ®/0
®/0 ®/0 ®/0
®/0 /0 ®/0
®/0 o/® ®/0
®/0 ®/0 ®/0
®/0 ®/0 ®/0

Umieszczony ergonomicznie po obu stronach statywu: umozliwia robienie zdje¢, nagrywanie filmow, uruchamianie proceséw pracy

Umozliwia ustawienie, zapisanie i przywotanie optymalnej jasnosci obrazu odpowiednio do okreslonej kombinacji pozycji rewolweru

i rewolweru filtrow.

o/0
®/0
/0
o/®
®/0
®/0

® mozliwe uzycie
O niemozliwe uzycie
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ZEISS Service — Twoj partner w kazdej sytuacji

System mikroskopowy ZEISS to jedno z Twoich najwazniejszych narzedzi. Od ponad 170 lat marka ZEISS

i jej doswiadczenie sg synonimem niezawodnego sprzetu mikroskopowego o dtugiej zywotnosci. Mozesz

liczy¢ na doskonata obstuge i wsparcie — zarowno przed instalacja, jak i po niej. Wykwalifikowany zespot

serwisowy ZEISS zadba o to, aby Twoj mikroskop byt zawsze gotowy do uzycia.

Zakup

m Projektowanie laboratorium i zarzadzanie
miejscem budowy

m Inspekcja miejsca budowy i analiza
$rodowiskowa

m Kwalifikacja GMP 1Q/0Q

m Instalacja i przekazanie

m \Wsparcie integracji IT

m Szkolenie poczatkowe

Nowa inwestycja

m Wycofanie z eksploatacji
= \Wymiana

Uwaga: dostepnos¢ ustug zalezy od linii produktow i lokalizacji

oh

N

Eksploatacja

m Zdalne monitorowanie przez serwis

= Rutynowa kontrola

= Umowy dotyczace oprogramowania

m Szkolenia w zakresie obstugi i aplikacji

m \Wsparcie eksperta zdalnie i przez telefon
= Umowy serwisowe

m Kalibracja metrologiczna

m Mozliwos¢ przeniesienia urzadzen

m Materiaty eksploatacyjne

m Naprawy

Doposazenie
m Spersonalizowana inzynieria
m Uaktualnienia i modernizacja
m Spersonalizowane procesy pracy przez APEER

>> WwWWw.zeiss.com/microservice



https://www.zeiss.com/microscopy/int/service-support.html
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Carl Zeiss Microscopy GmbH

07745 Jena, Niemcy
info.microscopy.pl@zeiss.com
WwWw.zeiss.com/axiovert-mat



https://facebook.com/zeissmicroscopy
https://twitter.com/zeiss_micro
https://youtube.com/zeissmicroscopy
http://flickr.com/zeissmicro

